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1. Opis

Instrument jest stosowany do szybkiej oceny
twardosci powtok wykorzystujac metode
wciskania wgtebnika.

Wgtebnik wykonany jest z hartowanej stali jako
krazek z ukosnymi krawedziami.

Zamontowany w stalowej kostce razem z dwoma
iglami pozycjonujacymi, zapewnia nacisk na
badang powtoke o wartosci 500 g. Pozostawiony
$lad, ktdrego dtugosc jest odwrotnie
proporcjonalna do twardosci badanej powtoki.

Zakres dostawy:

- Wgtebnik z obcigznikiem i igtami

- Mikroskop 20 x M, podziatka 0.1 mm,
osSwietlenie pod katem 60°

- Plytka lokalizacyjna

- Wzorzec ustawienia igiet

- 2 alkaiczne AA baterie

- Walizka i instrukcja obstugi.

2. Badanie

2.1 Probki
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(Ref. EK 3095M001)
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INSTRUKCIJA OBStLUGI
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1 —— Ostrosé
= obrazu

PN-EN ISO 2815: o ile nie ustalono inaczej, stalowe (lub szklane) probki powinny mie¢ grubo$¢ min 0,75 mm, by¢
ptaskie i nie posiadac¢ widocznych wypuktosci czy peknieé. Pomiar jest wazny, gdy grubos¢ suchej powtoki jest
odpowiednia do gtebokosci i dtugosci wgtebienia (patrz tabela ponizej). Prébka po wymalowaniu powinna by¢
suszona przez 16 godzin w warunkach: 23°C £2°C i 50RH = 5% RH, po czym badana In takich samych

warunkach.
2.2 Postepowanie

2.2.1 Plytka lokalizacyjna

Okragta krawedz ptytki lokalizacyjnej odpowiada Srednicy podstawy mikroskopu i stuzy do pozycjonowania go
w celu fatwej identyfikacji wykonanego $Sladu. Slad wykonany wgtebnikiem, ktdérego pozycjonowanie jest
dokonywane na tej samej ptytce przez wsuniecie igiet obcigznika w dwa mate otwory w plytce.

2.2.2 Mikroskop

Wiaczy¢ oswietlenie. Na ptaskiej powierzchni ustawi¢ ostro$¢ obrazu w obiektywie za pomocg radetkowanego
pierscienia. Ustawic podziatke pod katem prostym do zrodta Swiatta przez obrot matym pierscieniem pod
wizjerem. Ustawic ostros$¢ skali przez obrét wizjerem.

Mikroskop jest gotowy do uzycia.
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2.2.3 Wykonanie testu

- Okresli¢ pole testu na probce i potozy¢ na niej ptytke
lokalizacyjna.

Powloka - Ustawi¢ obcigznik z wgtebnikiem na ptytce lokalizacyjnej,

i Podioze najpierw wsuwajac igty do otworkow ptytki i nie dotykajac
powierzchni powitoki krawedzig wgtebnika.

- Delikatnie opusci¢ wgtebnik na powtoke. W momencie

Mikrosko —_ .. . ’
P - dotkniecia powtoki, wigczyc¢ stoper.
Zrédto $wiatta g

g

- Po uptywie 30 sek. 1, podnie$¢ wgtebnik, po czym zdjac
cate urzadzenie z plytki, uwazajac by jej nie przesunac.

- Ustawi¢ mikroskop podstawg w zaokraglonej czesci ptytki ze
zrodtem Swiatta skierowanym pod katem prostym do
pozostawionego $ladu.

Cien utworzony przez wgtebienie, widoczny w okularze
mikroskopu, pozwala na okreslenie dtugosci wykonanego
wgtebienia.

Odczyt powinien by¢ wykonany po 35 sek. +5 po zdjeciu
wgtebnika

2.3 Ocena wynikow

Obliczanie odpornosci na wciskanie: ze wzoru: dg= 100/ | ; | - dlugo$¢ wgtebienia (mm). Lub z tabeli:

Dlugosc wglebienia | Odpornost na | g\ o watehienia | Minimalna grubosé powloki
| wciskanie (m) (1m)

(mm) s H H

0.8 125 5 15
0.85 118 6 20
0.9 111 7 20
0.95 105 7 20
1.0 100 8 20
1.05 95 9 20
1.1 01 10 20
115 87 11 25
1.2 83 12 25
1.3 77 14 25
1.4 7 6 30
15 67 g 30
16 63 21 35
17 59 24 35

3. Obstuga

Przechowywac zestaw w suchym i czystym miejscu. Chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikiem

Zuzycie wglebnika:

Usunac plastikowe kapsle zabezpieczajace, poluzowac srube mocujaca i obroci¢ wgtebnik wybierajgc nowg
niezniszczong krawedz. Dokreci¢ $rube mocujacq

Zuzycie lub zniszczenie igiet:

Poluzowac¢ wkrety mocujace; odwroci¢ lub wymienic igly. Ustawi¢ ich dtugos¢ na ptaskiej powierzchni uzywajac
aluminiowego wzorca z dwoma otworami. Dokreci¢ wkrety mocujace. Wzorzec moze by¢ uzywany réwniez do
odstawiania wgtebnika podczas testu w celu ochrony igiet.

Mikroskop:

Elementy optyki nalezy czysci¢ odpowiednimi ptynami. Przy dtugich przerwach w pracy nalezy wyjac baterie
zasilajace..
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